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VéazZeni kolegove, zdkaznici a pratelé nanosvéta, mame pro Vas opét nékolik zajimavych
novinek a zprav.

Novinky z oblasti mikroskopie se skenujici sondou

Firma NT MDT uvadi na trh nékolik zajimavych hardware novinek pro SPM mikroskopy
Solver a Ntegra.

QCM-D AFM

Revolu¢ni kombinace technologie QCM-D (Quartz Crystal Microbalance with Dissipation
Monitoring) a AFM umoir']uje simultanni sledovéni zmény struktury povrchu (AFM) a
nalézt zde. Tato technologie nachazi uplatnéni pfi:

- tetsovani material( pro vyrobu sensoru

- vyzkum ,self-assembled” vrstev a molekul, adsorpce proteind, ..

- bio vyzkum (DNA and RNA hybridiza¢ni reakce, immunologické sensory)

- charakterizace viscoelastickych vlastnosti tenkych filmu (napfiklad polymerni filmy)

- tribologické studie

- vyzkum v oblasti organické chemie a dal$i aplikace

Vice o technologii QCM-D AFM najedete zde
(http://www.rmi.cz/editor/image/analytika/pdf cz 155.pdf).
Systém je kompatibilni se vSemi mikroskopy fady Ntegra a Solver.

Nova generace SThM

SThM (Scanning Thermal Microscopy) — pokrocCila SPM technika pro sou¢asné zobrazeni
topografickych a termalnich vlastnosti vzorku. Pro zobrazeni se pouzivaji specialni SThM
sondy, (viz. obrazek). Oproti strasi generaci SThM systém( se v tomto pfipadé vyuzivaji
specialni sondy s integrovanym rezistorem na konci sondy. Toto feSeni nabizi vynikajici
prostoroveé rozliSeni, podstatné lepsi zivotnost sondy a reprodukovatelnost vysledk(l. Systém



se sklada z kontroléru, softwaru a sond a miize byt pfipojen ke vSem stavajicim SPM
mikroskoplm NT-MDT. Software je integralni souc¢asti standardniho software (jako jeden

z novych méficich médd) a umozriuje velmi snadnou praci a vlastni nastaveni systému. Vice
o novém SThM pro mikroskopy NT MDT zde:

http://www.rmi.cz/editor/image/analytika/pdf cz 157.pdf

Nanointendacéni hlavy pro mikroskopy Ntegra a Solver NEXT

Firma NT MDT uvedla na trh dvé nanoindentacni hlavy pro mikroskopy fady Ntegra a pro
mikroskop Solver NEXT. Jedna se o skuteénou nanoindentaci, nejde tedy o modifikaci AFM,
kdy se vzorek ,indentuje® AFM hrotem nebo néjakou jeho modifikaci ale o skuteCny
nanoindentacéni systém, kde vzorek je indentovan v Sirokém rozsahu sil diamantovym hrotem
(Berkowich a dalSi typy) a kdy je skute€né zpétnovazebné& monitorovana nejen vychylka ale i
aplikovana sila. Hlava je plné integrovana s mikroskopy NT MDT, nabizi tudiz ve spojeni se
skenovani vzorkem vesSkeré vyhody plné skenujicich nanoindentord (moznost ziskani
topografické mapy a mapy viscoelastickych vlastnosti s vysokym laterarnim rozliSenim
dostupnych skenujicich nanoindentacnich systému. Jedna se tak o zajimavou alternativu,
ktera Vam muze oteviit dvefe do svéta nanoindentaci za velmi zajimavych cenovych
podminek. Firma NT MDT v tomto pfipadé tézi zejména z velmi robustni a tuhé konstrukce
vlastnich mikroskopl (zakladny a ramy konstruované ztitanu), coz umozfiuje pouziti
nanoindentacni hlavy ve spojeni s klasickym AFM bez vyraznych kompromis( v dosazenych
parametrech. Nizka tuhost raml a zakladem bé&znych AFM je nejvice limitujicim faktorem pfi
kombinovani vykonnych nanoindenta¢nich hlav s AFM mikroskopy.

Podrobnéjsi ¢lanek o mozZnostech a omezenich nanoindentace ve spojeni s AFM pfineseme
v samostatném ¢lanku v pfistim Cisle SPM News.

Novy typ hroti pro SPM mikroskopy.

Firma NT-MDT je znama nejen jako jeden z pfednich svétovych vyrobcli SPM mikroskopt
ale také jako vyrobce hrot a kalibracnich mfizek pro SPM mikroskopy. Firma nyni rozSifuje
svoji nabidku o specialni hroty CSG30, kterou jsou ureny jak pro praci v kontaktnim tak v
semikontaktnim rezimu, typicka hodnota rezonanc¢ni frekvence je 48 KHz, typicka hodnota
silové konstanty je 0,6 N/m. Hroty Ize vyuzit tam, kde neni jednoznaéné urceno ktery typ
skenovani lze vyuzit a zaroven je tfeba zabranit moznému poSkozeni vzorku. Hroty se
vyrabéji také v provedeni s vodivou vrstvou Pt/Ir.



NT MDT - firma zamérena na vyzkumné SPM systémy

Firma NT MDT se stava leaderem Evropského trhu v oblasti védeckych SPM systému. SPM
mikroskopy firmy NT MDT jsou UspéSné nejen v Evropé (instalace na S$pickovych
pracovistich jako jsou ETH Zurych, Max Planck Institut, Fraunhofer Institut, Technicka
univerzita Eidhofen, University Umea, Britskd narodni laboratof mikroskopie s vysokym
rozlidenim, ....), ale také v Ceské republice. V soudasné dobé je v CR prodano jiz 20
mikroskopl NT MDT, z toho naprostou vétSinu tvofi modularni vyzkumné sestavy Ntegra
v riznych konfiguracich a novy model plné automatizovaného mikroskopu Solver NEXT
(naSe reference: Karlova Univerzita, Masarykova Univerzita v Brn&, CVUT Praha, VUT Brno,
Univerzita Palackého Olomouc, Univerzita Pardubice, Univerzita Jana Evangelisty Purkyné
Usti nad Labem, Akademie véd CR, Technicka univerzita Ostrava, ... ).

POZOR NEPREHLEDNETE POZOR NEPREHLEDNETE POZOR NEPREHLEDNETE
Letni Skola SPM

Firma RMI ve spolupraci s firmou NT MDT v letoSnim roce opét uspofada letni Skolu SPM.
Tato 8kola bude navazovat na uspé&sné rocniky letni Skoly SPM a letni Skoly nanoindentaci,
které jsme usporadali v pfedchozich letech v Brné a Praze. Skola se uskuteéni v tydnu od 13.
do 17. zafi, mate-li tedy o tuto akci zajem tak si prosim rezervujte tento termin. Tradicni
Cervnovy termin v letoSnim roce neni mozné vyuzit, je zde terminova kolize s velkym
poétem odbornych akci. Stejné jako minulé ro¢niky letnich Skol bude akce plné
sponzorovana firmou RMI a NT MDT, ucastnici si tedy hradi pouze dopravu a ubytovani.
Podrobny prvni cirkulaf bude zvefejnén v pfistim Cisle SPM News, které vyjde na konci
mésice kvétna.

Novy aplika€ni list Surfactant micelles in aqueous solution: critical resolution
in AFM.

Mé&rFeni v kapalinach v semikontaktnim maodu s extrémné vysokym rozliSeni a velmi malou
kontaktni silou je jednim z prubifskych kamen( kvality AFM mikroskopu. Nasledujici
aplikacni list pfinasi velmi zajimavou ukazku moznosti systému Ntegra Prima.
http://www.rmi.cz/editor/image/analytika/pdf cz_158.pdf




Sample: 10 mM aqueous solution
of cetyltrimethylammonium
bromide

surfactant in contact with HOPG.
AFM equipment: NTEGRA Prima,
Constant force imaging mode in
liquid cell using a very low set point
("soft contact mode"- force
~100pN).
AFM probe: CSGO1, 0.03 N/m
Author: Hannes Schniepp, The
College of William and Mary,
Williamsburg, VA, USA.

Novinky z oblasti nanoindentaci.

Otevieni aplikaéniho centra firmy Hysitron na CVUT Praha

V lofiském roce uvedla na trh firmy Hysitron novou modelovou fadu
skenujicich nanoindentort Ti 950/750, ktera opét posunula moznosti
této techniky dale k vys8i pfesnosti, stabilité a rozliSeni a v pfipadé
»top“ modelu 950 i k pIné integraci 3D metrologické mikroindentace a
nanoindentace do jednoho systému (moznosti méfeni v rozsahu sil
<30 nN do 10 N). Velmi zajimavou zpravou pro stavajici i
potencionalni uzivatele z Cech, Slovenska a Polska je
otevfeni aplikaéniho centra firmy Hysitron ve spolupraci s CVUT
Praha. Toto centrum je vybaveno nejvy$Sim modelem firmy Hysitron
TI-950 v€etné nanoDMA a slouzi jako podpora stavajicich zakaznik
a demonstraéni centrum pro potencionalni nové zajemce o pfistroje
firmy Hysitron. Vice informaci o systému TI950 a dalSich systémech
firmy Hysitron ziskate zde: http://www.hysitron.com/

Specialni €islo €asopisu Materials Today (Elsevier).

VySlo specialni Cislo Casopisu Materials Today vydané ve spolupraci s firmou Hysitron, toto
Cislo je kompletné vénované technikam pro nanomechanické testovani materiald. Firma
Hysitron je dlouhodobé leaderem v oblasti vyvoje technologii pro nanomechanické testovani
materiall. Toto Cislo je zdarma dostupné v elektronické podobé na nasledujici adrese:

http://e-ditionsbyfry.com/activemagazine/welcome/rmt/rmt100201092723.asp

obsah:

e afascinating exploration in to the analysis of ultra hard magnetic biomaterials in radular teeth.
a nice overview of in situ nanoindentation in the SEM.

e areview of the quantitative in situ analysis of NiTi martensitic phase transformations at the

nanoscale.

o afascinating demonstration of a couple of nanoindentation techniques utilities in fuel cells and
organic photovoltaics.



e a paper detailing the more recent advancement of in situ SPM imaging; where a nanoindenter
tip is simultaneously used as a 3D imaging device, this combined with nanoindentation proves
for a powerful tool of analysis

o finally, an article titled "In Situ nanoindentation in the TEM" provides a quick history and
summary of the technique.

Novinky z oblasti SEM

Uspésné uvedeni robustnich SEM mikroskopt firmy ASPEX na éesky trh

Jak jsme Vas informovali v minulém Ccisle SPM News, firma RMI se stala vyhradnim
zastoupenim a autorizovanym servisem prumyslovych SEM mikroskopt firmy ASPEX (USA)
pro Cesky, slovensky a polsky trh. Tyto mikroskopy byly od samého pocCatku konstruovany
pro armadni a priimyslové aplikace, coz se odrazilo zejména na jejich robustnosti a snadném
ovladani. Tyto mikroskopy nabizi nékteré unikatnich vlastnosti (systém vzorkové komory,
ochrana elektronové optiky pfed kontaminacemi, automatizace hledani a méfeni ¢astic na
velké ploSe vzorku, ....). DalSimi pfednostmi je vyborny software zaméfeny na maximalni
pfehlednost a snadné ovladani, velké motorizované stolky, vysoké vakuum i systém ,variable
pressure” jiz v zakladni cené. Kombinace téchto faktorl pfedurcuje tyto mikroskopy nejen
pro primyslové aplikace (zde se nabizi nékteré zcela unikatni aplikace dostupné pouze na
mikroskopech ASPEX) ale i pro vyuziti na univerzitach (velmi robustni konstrukce, vysoka
odolnost proti chybam obsluhy) nebo ve vyzkumu (rutinni SEM dostupné v§em pracovnikiam
v kolektivu nebo specialni aplikace jako je automatizovana metalograficka analyza), pfipadné
ve forensni analyze (systémy ASPEX pouziva nejen FBI ale i fada dalSich kriminalistickych
laboratofi ve svété).

Tyto mikroskopy se stali GspésSné i na ¢eském trhu, kdy v pomérné velmi kratkém cCase
od uvedeni na trh jsou zde nainstalovany jiz tfi systémy. Vice informaci naleznete
v pfedchozim Cisle SPM News zde: http://www.rmi.cz/editor/image/analytika/pdf cz_155.pdf

Cenové velmi pfiznivy model stolniho SEM mikroskopu ASPEX eXpress (velky motorizovany
stolek, high vakuum mad i ,variable pressure pro méfeni nevodivych vzorka, mikrosonda od
C vyse.



Cenové dostupné systémy pro méreni tloustky tenkych filmua od firmy
StellarNet.

Firma StellarNet se dlouhodobé zabyva vyrobou robustnich UV-VIS-NIR spektrometrd
s vlaknovou optikou. Jednou z moznych aplikaci je spektrometrické méreni tloustky filmd,
tuto aplikaci nabizi firma StellarNet ve spolupraci s firmou TFC (Thin Film Companion), ktera
je znama produkci software a materialovych databazi pro tuto aplikaci. Vice informaci o této
technice a dostupnych sestavach naleznete zde:
http://www.stellarnet.us/PopularConfigurations_ TFEC.htm )

Tyto systémy se staly velmi Uspésné v USA ihned po uvedeni na trh zacdatkem roku 2009,
jsou vyuzivany jak na univerzitnich pracovistich tak i v robustnich primyslovych aplikacich
(v€etné On-Line monitorovani).

o o

Transmittance of a free standing polymer. Estimated

Measured optical dispersion (n,k) of SiNx (ARC layer) thickness is ~ 81.0um

represented using Tauc-Lorentz approximation.

Nabidka zameéstnani

Mate zajem o zaméstnani ve firmé zaméfené na Spickové technologie? Zajimaji Vas
spektralni techniky nebo mikroskopie s vysokym rozliSenim (elektronova mikroskopie,
atomova silova mikroskopie, laserova mikroskopie)? Jste oteviena a komunikativni osobnost
s ochotou se neustale ulit a ziskavat informace od zkuSenéjSich kolegu? Pak nas
kontaktujte (mobilni telefon +420 731159529), hledame schopné pracovniky pro posileni
naseho kolektivu v oddéleni prodeje spektralnich pfistroju a oddéleni prodeje mikroskopt
s vysokym rozlisenim. jsme mlada a dynamicka firma, ktera patfi k pfednim dodavatelim
t&chto technik, nase pfistroje najdete na vétsiné vysokych $kol v CR, na Ustavech akademie
véd, v nejvétSich pramyslovych podnicich ale i ve velkém poctu privatnich laboratofi a
menSich soukromych firem.
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